Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 599/2023 ze dne: 14. 11. 2023

AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Cesko s.r.o.

objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot

Dubska 1626, 415 01 Teplice 1

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
éIi’;l:).l Kalibrovanlfa\lfiet:izig: / Predmét - J-men0Vit)7 rozsah - ll:laé;ailrlel}é’l(l)g rl:)lg?f‘leiiiiunde?;;i:fa Princip kalibrace Identiﬁksgsetllj(gbi?raéniho Pvrizi:g-
min  jedn. max jedn. méfeni?
1* |Soufadnicové méfici stroje MCZ-PI-KL_SD15_KP01
(CMM) (CSN EN ISO 10360-2,
CSN EN ISO 10360-4,
0m az 5m (0,3L + 0,1) um mé&feni laserovym interferometrem |CSN EN ISO 10360-5)
Om az  15m (0,6L + 0,3) um porovnani se stupfiovou mérkou
25 mm 0,2 um porovnani s referen¢ni kouli
2* |Ptistroje na méfeni drsnosti MCZ-PI-KL_SDlS_KPOZ
povrchu (CSN EN ISO 3274,
CSN EN ISO 12179)
Ra 0,lum a7 50 pwm 3.4 % porovnani s etalonem drsnosti
Rz | 0,01 um az 50 um 2,4 %
Rsm 0lum az 400 um 0,6 %
Chyba méfeni linearity | -400 pum  az 400 pm 4 um porovnani s etalonem linearity UDT
Chyba méfeni ptimosti -15 um 15 um 0,06 um porovnani s etalonem optické roviny
3* |Pfistroje na méfeni profilu MCZ-PI-KL_SDlS_KPOZ
povrchu (pSN EN ISO 3274,
Omm az 200mm |osaX,Y (0,3L + 0,2) um méfeni laserovym interferometrem |[CSN EN ISO 12179)
0Omm az 60 mm |osa Z (0,3L + 0,2 um porovnani s koncovou mérkou
Chyba pti méfeni pfimosti -15 um 15 pm 0,06 pm porovnani s etalonem optické roviny
4* |Profil projektory Omm az 200 mm (8,9L + 1,2) um porovnani se sklenénym pravitkem |MCZ-PI-KL_SD15_KPO03
Rovnobéznost Pxy | -200 um 200 pm 1 um
Pozice nitkového kiize Ecy | -200 pm 200 pm 4 um
Chyba zvétseni -1% 1% 0,01 % (abs.)
Meéfici mikroskopy Omm az 400 mm (8,9L + 1,2) um
Rovnobéznost Pxy | -200 um 200 pm 1 pm
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AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 599/2023 ze dne: 14. 11. 2023

Mitutoyo Cesko s.r.o.
objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot

Dubska 1626, 415 01 Teplice 1

evvr

Pof. | Kalibrovani veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) | tend nejistota Princip kalibrace Identifikace kalibra€niho |Praco-
Cislo kalibrace min _jedn. max_ jedn. méf. veli¢iny méfent2 postupu visté
5* |1D meéfici pfistroje (vyskomery) Om az 1m (0,23L +0,05) um meéfeni laserovym interferometrem |MCZ-PI-KL_SD15_KP04
0m az Im (0,5L + 0,3) um porovnani se stupiiovou mérkou
6* |Kruhoméry MCZ-PI-KL_SD15_KP05
Chyba méfeni linearity snimac¢e | -400 um  az 400 um 4 um porovnani s etalonem linearity UDT
Axialni hazeni vietena | -200 um  az 200 um 0,02 um porovnani s referenéni polokouli
Radialni hazeni vietena | -200 pm  az 200 pm 0,04 um porovnani s referenéni polokouli
Valcovitost Opum az 200 pm 1,8 um porovnani s referenénim vélcem
7* |Soufadnicové méfici stroje MCZ-PI-KL_SD15_KP06
vybavené kamerovym systemem
(VMM) Om az 1m osa X,Y (2,4L + 0,2) pm porovnani se sklenénym pravitkem
Om az  0,3m osaZ (3,1L + 0,3) um porovnani s koncovou mérkou

V piipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou

vxr

Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychazi z nejlepSich podminek laboratofi dosazitelnych;
hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentd identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovejsi
vydani uvedeného postupu (vcetn€ vSech zmén).

Vysvétlivky:

L

- délka vyjadiena v metrech
Rovnobéznost Pxy - rovnobéznost kiizového stolu s nitkovym kiizem Pxy
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AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Rovinny Ghel

Mitutoyo Cesko s.r.o.
objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot
Dubska 1626, 415 01 Teplice 1

Priloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 599/2023 ze dne: 14. 11. 2023

. . L ey . . Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana i
VI,’Olr'l Kahbrovanlf T;;l;cma / Predmét P%Camel.t[_(y) rozsifena Princip kalibrace Identifikace kalibraéniho postupu® Pr.e}(t:?
tislo alibrace min  jedn. max  jedn. | MEE- VeliEny | ot ota meteni? visté

1*  |Chyba méfeni thlu v roviné XZ / pfimé méteni uhlové mérky 135 ° [MCZ-PI-KL_SD15_KP02
Pfistroje na méfeni profilu (CSN EN 1SO 3274,
povrchu 135° 0,0034° CSN EN I1SO 12179)

2%  |Chyba méfeni tihlu - otoCeni pfimé méteni polohy sklenéného [MCZ-PI-KL_SD15_KPO03
matnice o 360°/ Profil projektory 360 ° 0,5 méfitka

V piipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdi¢kou

Rozsitena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislu§né nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %.
Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych;
hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi
vydani uvedeného postupu (vcetn€ vSech zmeén).
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